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MIN ISTER IOUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE

^ CBA*3 YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADEFENS /1  

N /4C ION .4L

i
INSTUU TO
GEOGR -4F ICO

M lirMR

V

Fuerza

Maxim a
Desviacio  

n  estandar

# Codigo  in te rno  

de  muestra
Cod igo  de  fabrica [N /mm ] /D irecc ion P rom ed io

E longac io  

n  [% ]

2,48/

18,16
1

2,46/

18,29
2

264  6 -2 - 

750059/50m ic
0,05/3,332,51/20,28Horizonta lMUEST-C1

2,53/

19,47
3

2,56/

25,19
4

Graf
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s

:

!*:::

Fuerza

M ax im a
Desviacio  

n  estandar
^ Codigo  in te rno  

de  muestra
[N /mm ] / P rom ed ioD ireccionCodigo  de  fabrica

E longac io  

n [% ]

2,59/

14,42
1

2,44/

21,15
2

264 6 -2-  

750059/50m ic
0,07  /  3,012.51/18,59Vertica lMUEST-C1

2,46/

20,37
3

2,55/

18,43
4
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MIN tSTER tOUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DEYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEFENS /I

N /K ION /1L

l INSTITUTO
GEOGR/iFICO
M IL IT^R'/ 4

Fuerza

M axim a
Codigo  m terno  CBA

tt
de  muestra

D esviacio  

n  estandar
Cod igo  de  fabrica [N /mm ] /D irecc ion P rom ed io

E longac io

n  [% ]

5,56/

30,84
1

5,56/

41,81
2

264  4-4- 

010207/100m ic
MUEST-C2 Horizonta l 5 ,63/40,50 0,8/6,68

5,70/

43,25
3

5,68/

46,11
4

Gr;upl

:::

::

::

X

r.

•:

Fuerza

M axim a
# Codigo  in terne  

de  muestra

D esv iacio  

n  estandar
Cod igo  de  fab rica D ireccion [N /mm ] / P rom ed io

E longac io

n [% ]

5,42/

24,23264  4-4- 

010207/100m ic
5,65/29,91 0,15/7,83MUEST-C2 Vertica l

5 ,72/

22,57

•yN ,-;.-O lllTO - RRniftrn iifis  F4-fi7 fi v  Hral Telmn  Pa7  v  M inn  Rfin tnr FI Dnr?irln



MIN ISTER IOUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE

DEFENSE

NMCIONML

iNSTTIUTO
GEOGR-4FICO  
M l  LIT /5  R

•5a

5,73/

33,89
3

5,73
4

/38,96
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Fuerza

Maxima
Desviacio  

n estandar

^ Codigo  in terno  

de muestra
[N /mm] / P romedioD ireccionCodigo de  fabrica

E longacio  

n [% ]
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Maxima
Desviacio  

n  estandar

# Codigo  in terno  

de muestra
[N /mm ] /D ireccion PromedioCodigo  de  fabrica

E longacio  

n CBA[% ]
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FuerzaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Max im a
^UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Codigo  in terne  

de  muestra

D esviacio  

n  estandar
Cod igo  de  fabrica [N /mm ] /D ireccion P rom ed io

E longac io  

n CBAl% ]

8,36/

67,21
1

8,32/

57,11
2

0,21/

22,07
MUEST-C4 V lSOm ic Horizontal 8 ,37/43,39

8,65/

23,98
3

8,15/

25,26
4
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OUITO- Rfin ifirniifis  F4-fi7 fi v  Rral Telmo  Par v M inn  Rnntnr FI Dorado



MN ISTERDUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE

DEFENSE

N-4C ION/1L

t IN STTTU TO
@ GEOGFMFICO  CBA
7 MILIT/1Rm -7YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fuerza

Maxim a
# Cod igo  in te rno  

de  muestra

D esviacio  

n  estandar
Cod igo  de  fabrica D ireccion [N /mm ] / P rom ed io

Elongacio  

n [% ]

8,29/

51,24
1

8,33/

38,55
2

0,10/

11,19
-/150m ic 8,33/37,32Vertica lMUEST-C4

8,47/

35,45
3

8,23/

24,02
4

V. SitflfS rw  Hi If, <r&  i  :b !!
_________ O rapl________

:::
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;;

i
*

Fuerza

M axim a
Desviacio  

n  estandar
# Codigo  in terno  

de  muestra
[N /mm ] / P rom ed ioD ireccionCodigo  de  fabrica

E longac io  

n [% ]

12,61/421

12,63  / 

23,74
2

4-4-

010207/220m ic
0,13/7,9112,62/31,09HorizontalMUEST-C5

12,46/

27,28
3

12,77/

31,32
4
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h IN STTTUTO
i GEOGR>iF ICO  CBA
7 M IL IT /R

Fuerza

Maxim a
Desv iacio  

n  estandar

^ Codigo  in terne  

de  muestra
[N /mm ] /Codigo  de  fabrica D irecc ion P rom ed io

E longac io

n  [% ]

12,66/

33,19
1

12,75/

34,29
2

4-4—
12,59  / 30,49MUEST-C5 Vertica l 0 ,20/3,78

010207/220m ic 12,29/

27,38
3

12,66/

27,10
4
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Fuerza

M ax im a
^ Codigo  in terno  

de  muestra

D esv iac io  

n  estandar
Cod igo  de  fabrica [N /mm ] /D irecc ion P rom ed io

E longac io

n [% ]

2,73/

16,46
1

2,57/

16,02
2

PC1-079-2600-SC

/50m ic
MUEST-R1 Horizonta l 2,69/16,64 0,08/1,96

2,72 /

14,72
3

2,75/

19,36
4
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DEFENSE
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•u

Fuerza

Max im a
Desviacio  

n  estandar

^ Codigo  in terne  

de  muestra
[N /mm ] / P rom ed ioD irecc ionCod igo  de  fab rica

E longac io  

n [% ]

Fuerza

M axim a
^ Codigo  in terne  

de  muestra

D esviacio  

n  estandar
Cod igo  de  fabrica [N /mm ] /D irecc ion P rom ed io

E longac io  

n [% ]

5 ,94/

16,79
1

6,02/

16,72
2

PCH-164-2600-SC

/lOOm ic
MUEST-R2 Vertica l 5,81/18,38 0,22/2,33

5,54/

18,31
3

5,74
4

/21,69
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INSTUUTO
GEOGR/iF ICOYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M IL IT /R

Fuerza

Maxim a
Desviacio  

n  estandarCBA
# Codigo  in terne  

de  muestra
[N /mm ] / P rom ed ioCod igo  de  fabrica D ireccion

E longac io

n

Fuerza

M axim a
Desviacio  

n  estandar
^ Codigo  in terne  

de  muestra
[N /mm ] / P rom ed ioD irecc ionCodigo  de  fab rica

E longac io

n  [% ]

5,74/

16,32PCH-164-2600-SC

/lOOm ic
6,08/21,98 0,27/6,17Vertica lMUEST-R3

6,37/

26,88
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MN ISTER IOUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DEYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEFENSE

N /4C ION /4L

/
INSTITUTO
GEOGR>iF ICO
M ILIT /R

T /

Fuerza

Maxim a
Desv iacio  

n  estandar

# Cod igo  in terne  

de  muestra
[N /mm ] /Cod igo  de  fabrica D ireccion P rom ed io

E longac io  

n  [% ]

8,55/

64,72
1

8,72/

28,84
2

0,15/

21,45

PCH-164-2600-SC

/150m ic
8,66/33,21Vertica lMUEST-R4

8,52/

19,53
3

8,85/

19,75
4
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Fuerza

M ax im a
Desv iac io  

n  estandar
# Cod igo  in terno  

de  muestra
[N /mm ] / P rom ed ioD ireccionCodigo  de  fabrica

E longac io  

n CBA[% ]

15,83/

25,72
1

15,69/

22,69
2

PCH-164-2500-SC

/220m ic
0,22 /  3,0715,62/22,58HorizontalMUEST-R5

15,64/

18,39
3

15,31/

23,52
4
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Max im a
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de  muestra
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Cod igo  de  fabrica [N /mm ] /D ireccion P rom ed io

E longac io  

n CBA[%)
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MN ISTERDUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DEYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x , i* DEFENSE  
J iL '^ N/4C ION>4L

INSTTfUTO

GEOGF14FICO
M IUMRCBA

6.13. Color.

MUEST -S1 SD8B94L  /50m ic SAB IC

D esv iac ion

es tandar
P rom ed ioM ues tra  1 M ues tra  2 M ues tra  3

L * 94,32 94,43 94,55 94,16 0,08

a* 0,02-0,11 0,00 -0,04 -0,25

b * 0,053,22 3,58 3,49 3,15

MUEST-S2 SD8B24 /100m ic SAB IC

D esv iac ion

es tandarP rom edioM ues tra  2 M ues tra  3M ues tra  1

0,5095,50 95,59 95,26L* 94,69

0,26-0,59-0,89 -0 ,43 -0,44a*

0,06-2 ,04-2,11 -2 ,00 -2,01b *

MUEST -S3 SD8B24 /100m ic SAB IC

D esv iac ion

es tandarP rom edioM ues tra  3M ues tra  2M ues tra  1

0,5395,3095,6294,69 95,58L *

0,27-0 ,57-0,41 -0,41-0 ,88a*

0,07-1,98 -2 ,00-1,94b * -2 ,08

MUEST -S4 SD8B14 /150m ic SAB IC

D esv iac ion

es tandar
P rom edioM ues tra  3M ues tra  2M ues tra  1

0,11* 94,02 94,15L* 94,2194,22

0,01-0 ,22a* -0,23-0,22 -0,22

0,023,12 3,11b * 3,093,13

MUEST-S5 SD8B24 /220m ic SAB IC

D esv iac ion

es tandarP rom edioM ues tra  3M ues tra  1 M ues tra  2

0,0895,6795,7495,69 95,59L *

0,01-0 ,40-0 ,40 -0,39-0 ,40a*

0,05-2 ,08-2,13 -2 ,07-2,03b *

MUEST -C 1 264  6 -2 -750059/50m icCOVESTRO

Desv iac ion

es tandar
P rom ed ioM ues tra  2 M ues tra  3M ues tra  1

0,1794,11L * 94,28 93,9494,10

0,02-0,17a* -0,19 -0,15-0,17

0,023,19b* 3,20 3,193,17

.ySiiirQUITO ' Rfinferm ifis F4-R7R  v  Oral Tfilmn Pa? v M inn  Raptor FI Dorado
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DEFENSE

N /IC IONylL

INSTITUTO
GEOGR/iF ICO
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MUEST -C 2 264  4 -4 -010207  /  lOOm ic COVESTRO

Desv iac ion

es tandarP rom edioM ues tra  3M ues tra  1 M ues tra  2

0,0694,25 94,19 94,14 94,20L *

-0 ,30 -0,25 -0,24 -0 ,26 0,03a*

-2,29 -2 ,37 -2,38 -2 ,35 0,05b *

MUEST -C 3 264  4 -4 -010207  /  lOOm ic COVESTRO

Desv iac ion

es tandarP rom edioM ues tra  1 M ues tra  2 M ues tra  3

L * 94,25 94,23 94,37 94,28 0,08

-0,30a* -0,20 -0,19 -0 ,23 0,06

b * -2,29 -2,13 -2,18 -2 ,20 0,08

/ 150m ic COVESTROMUEST -C 4

Desv iac ion

es tandar
M ues tra  1 M ues tra  2 P rom edioM ues tra  3

L * 93,99 94,20 94,25 94,15 0,14

a* -0,21 -0 ,23 -0,21 -0 ,22 0,01

b * 3,04 3,05 3,05 3,05 0,01

MUEST -C 5 4 -4 -010207  /  200m ic COVESTRO

Desv iac ion

es tandar
M ues tra  1 M ues tra  2 P rom edioM ues tra  3

94,31 94,23 94,20 94,25 0,06L *

-0 ,65 -0,64 -0,64 -0 ,64 0,01a*

-2,15 -2,41 -2 ,38 -2,31 0,14b *

MUEST -R 1 PC1-079 -2600 -SC  /50m ic ROW LAND

Desv iac ion

es tandar
M ues tra  1 M ues tra  2 M ues tra  3 P rom edio

L * 93,96 94,12 94,08 94,05 0,08

a* -0,18 -0 ,20 -0,16 -0,18 0,02

b * 3,23 3,17 3,39 3,26 0,11

MUEST -R 2 PCH -164 -2600 -SC /lOOm ic ROW LAND

Desv iac ion

es tandarM ues tra  1 M ues tra  2 P rom edioM ues tra  3

95,06L* 95,00 94,74 94,93 0,17

a* 0,12 0,13 0,16 0,14 0,02

b* -2,04 -2,14 -2,16 -2,11 0,06

O lllTO r Sfln iprn i ir r  F4-R7R  v  firal Tfilmn  Pa?  v  M inn  Rnntnr FI Hncarin



MN ISTER IOUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE

DEFENS/1

N /1C ION/1L

INSTTTUTO
GEOGRyiFICO  
MILIT /R

■ b ,

VYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MUEST -R 3 PCH -164 -2600 -SC /lOOm ic ROW LAND

Desv iac ion

es tandarM ues tra  1 P rom edioM ues tra  2 M ues tra  3

L * 94,91 94,87 95,04 0,0994,94

a* 0,11 0,17 0,16 0,15 0,03

-2,14b * -2,13 -2,14 -2,14 0,01

MUEST -R 4 PCH -164 -2600 -SC  /150m ic ROW LAND

Desv iac ion

es tandar
P rom edioM ues tra  1 M ues tra  2 M ues tra  3

L * 0,1293,41 93,17 93,30 93,29

a* 0,00-0,01 -0,01-0,01 -0,01

b* 3,65 0,063,67 3,69 3,58

MUEST-R5 PCH -164 -2500 -SC /220m ic ROW LAND

Desv iac ion

es tandarP rom edioM ues tra  2 M ues tra  3M ues tra  1

0,1694,3894,53 94,22 94,38L*

0,12 0,020,130,10 0,14a*

0,06-2,12 -2,10-2 ,03 -2,15b*

6.14.CBADensidad.

SAB IC

Ancho Largo A lto  

[cm ] [cm ] [cm ]

D ens idad

[g r/cm 3]

P eso
Vo lum en  [ cm 3]M a te ria l

[g r]

1,23MUEST-S1  SD8B94/50m ic 18,30,00497 14,9160 50

1,33MUEST-S2  SD8B24/100m ic 39,650 0,00992 29,7160

MUEST -S3  SD8B24 /100m ic 40,2 1,3430,0060 50 0,01

1,23MUEST-S4  SD8B14/150m ic 57,40,01551 46,5360 50

1,36MUEST-S5  SD8B24/220m ic 90,40,02217 66,5160 50

COVESTRO

Ancho Largo A lto  

[cm ] [cm ] [cm ]

D ens idad

[g r/cm 3]

P eso
Vo lum en  [ cm 3]M a te ria l

[g r]

1,2316,02 19,760 50 0,00534MUEST-C1 26462750059

1,3439,850 0,00993 29,79MUEST-C2 44-010207 60

40,8 1,370,00994 29,82MUEST-C3 26444-010207 60 50

1,2445,09 55,960 50 0,01503MUEST-C4 62000000

1,350,02042 61,26 82,4MUEST-C5 26444-010207 60 50

-5*S-.ELOUITO 1 Sfin ifirm if!'; Fd-fi7 fi v  Rral Tplmo  Pa?  v M inn ftfintnr FI Dnrarln
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DEFENSE

N /K ION /IL

/
INSTHUTO
GEOGF14FICO
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ROW LAND

Ancho Largo A lto  

[cm ] [cm ] [cm ]

D ens idad

[g r/cm 3]

P eso
Vo lum en  [ cm 3]M a te ria l

[g r]

M UEST -C 1 26462750059 60 50 0,00541 16,23 19,8 1,22

MUEST -C 2 44 -010207 60 50 0,01067 32,01 42,5 1,33

MUEST -C 3 26444 -010207 60 50 0,01047 31,41 41,9 1,33

MUEST -C 4 62000000 60 50 0,01562 46,86 57,8 1,23

MUEST -C 5 26444 -010207 60 50 0,02613 78,39 104,7 1,34

6.15.CBACaptation  de tint  a.

SAB IC

OBSERVAC IONM ate ria l IM AGEN

La muestra impresa  

mediante una prensa  

offset presenta buena  

reso lucion en Imeas de  

aproximadamente  

m icrones, no existe  

corrim iento  

desprendim iento de tin ta  

posterior al proceso de  

secado UV.

15

MUEST-S2  SD8B24 /100m ic

ni
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N /1C ION/1L

1NSTTTUTO
GEOGR>1FICO
M ILIT /5RV.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COVESTRO

IM AGEN OBSERVAC IONM ate ria l

ROW LAND

IM AGEN OBSERVAC IONM ate ria l

La muestra impresa  

mediante una prensa  

offset presenta buena  

reso lucion en Imeas de  

aproximadamente  

m icrones, no existe  

corrim iento  

desprendim iento de tin ta  

posterior al proceso de  

secado  UV.

15

niMUEST -R 2 PCH -164 -2600 - 

SC /100M IC ^UCaC IAOECONDUC lRRE

A*

tt*sr?:ELQUITO- Reniern iifis F4-fi7n  m Oral Tfilmo  Pa7  v M inn  Rnntnr FI Dnrarin



MMSTERDUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE

DEFENSE
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6.16. Laminacion.

La lam inacion de cada uno  de  materia les  fueron  rea lizadas segun las recomendaciones  de  cada  

uno de los oferentes, los resu ltados obtenidos de las dos materia les entregados (SABIC , 

COVESTRO  y ROWLAND) no presentan problemas durante  el proceso de lam inacion, todas las 

capas  se  encuentran  correctamente  fund idas.

6.17. Ablacion loser.

SAB IC

OBSERVAC IONM ate ria l IM AGEN

La muestra lam inada es  

personalizada mediante  

ablacion laser con textos e  

im agenes, 

ajustes de parametros de  

potencia , frecuencia de  

grabado y velocidad de  

grabado  

buenas caracten 'sticas de  

in tensidad de negro y  

re lieve.

rea lizando

TARJETA  LAM INADA  LADO  

DE  50  M IC  LASEREABLE  

SAB IC

presentando
$ Muttrfru1718(42905

La muestra lam inada es  

personalizada por el lado  

lasereable, 

resu ltado es el esperado  

ya que esta capa solo es  

para efecto tactil, debe  

presenter reaccion ligera  

al laser.

e lNO
TARJETA  LAM INADA  LADO  

DE  150  M IC  NO  

LASEREABLE  SAB IC

COVESTRO

IM AGEN OBSERVAC IONM ate ria l

La muestra lam inada  

personalizada  

ablacion laser con textos e  

im agenes, 

ajustes de parametros de  

potencia , frecuencia de  

grabado y velocidad de  

grabado  

buenas caracten 'sticas de  

in tensidad de negro y  

re lieve.

es

mediante

ft
rea lizando

TARJETA  LAM INADA  

COVESTRO  LADO  DE  50  

M IC  LASEREABLE  SAB IC

«  AJUO  1*M

presentando
6142905

ELOUITO - Rfin ifirm ifis  F4-fi7 fi v  ftra l Tfilmo  Pa7  v M inn  Sp.rfnr FI Dnrarln



MIN ISTER IOUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE

DEFENSEYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NMC IOM L

/
ft INSTTIUTO

H GEOGR/lF ICO  
7 M IL IT /R

&

c\ La muestra lam inada es  

personalizada por el lado  

lasereable, 

resu ltado es el esperado  

ya que esta capa solo es  

para efecto  tactil, no debe  

presentar reaccion al 

laser.

e lNO
TARJETA  LAM INADA  LADO  

DE 150  MIC  NO  

LASEREABLE  SABIC

COVESTRO

IM AGEN OBSERVAC IONM ate ria l

La muestra lam inada es  

personalizada mediante  

ablacion laser con textos e  

rea lizandoimagenes, 

ajustes de parametros de  

potencia , frecuencia de  

grabado y velocidad de

TARJETA  LAM INADA  

COVESTRO  LADO  DE  50  

MIC  LASEREABLE  SABIC

o w t v *

fO UATO ****

grabado presentando  

buenas caracten 'sticas de

4JUUC  <N I

iX J I*0  - e tA»

in tensidad de negro y  

re lieve.
tf.tftrCtfftvt

La muestra lam inada es  

personalizada por el lado  

NO lasereable, el 

resu ltado NO es el 

esperado  ya que esta capa  

solo es para efecto tactil, 

no debe presentar 

reaccion al laser.

TARJETA  LAM INADA  LADO  

DE 150  MIC  NO  

LASEREABLE  SABIC

K
> •

I <ECU999904U 381719U 2905<<<<<  
9507041F3002175ECUS I<D 0NANTE<1  
VELASTE6U I<ART IETA<<C INTYA<HAR

v
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6.18. Torsion y  flexion.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50 .000  C ICLOS  FLEX ION 50 .000  C ICLOS  TORS IONM ate ria l

La tarje ta no presenta desgaste, ni 

ro turas  term inado los cic los.

La tarje ta no presenta desgaste, 

ni ro turas  term inado  los cic los.

TARJETA  LAM INADA  

SAB IC

La tarje ta no presenta desgaste, ni 

ro turas  term inado los cic los.

La tarje ta no presenta desgaste, 

ni ro turas  term inado  los cic los.

TARJETA  LAM INADA  

COVESTRO

TARJETA  LAM INADA  

ROW LAND

La tarje ta no presenta desgaste, ni 

ro turas  term inado los cic los.

La tarje ta presenta desgaste y  

ro turas  term inado  los cic los.

Muestra  de Rowland presenta ro tura  en pruebas de  tors ion.
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7. Analis is YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAResu ltados

7.7. CBAGrosor nominal.

SAB IC

M ate ria l

so lic itado

Valo r requerido Valo r m edido
M ate ria l en tregado CUMPL IM IENTO

[pm ] [pm ]

MUEST -S1

SD8B94L /50m ic
Overlay laser 50  ± 5% 49.7

Capa im presion  

offset

MUEST -S2

SD8B24/100m ic
100 ± 5% 99.2

Protector / 

Spacer

MUEST -S3

SD8B24/100m ic
100 ± 5% 100

MUEST -S4

SD8B14 /150m ic
Overlay  Tactil 150 ± 5% 155.1

MUEST -S5

SD8B24 /220m ic
Nucleo  /  In lay 220  ± 5% 221.7

COVESTRO

Va lo r  requerido Va lo r  m edidoM ateria l

so lic itado
CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

[pm ][pm ]

MUEST -C1  264  6 -2 - 

750059/50m ic
Overlay laser 50  ± 5% 52.5

Capa im presion  

offset

MUEST -C2  264  4 -4 - 

010207/100m ic
100 ± 5% 99.3

Protector  / 

Spacer

MUEST -CB  264  4 -4 - 

010207/100m ic
100 ± 5% 99.4

MUEST -C4

/150m ic
Overlay  Tactil 150 ± 5% 150.3

MUEST -C 5  4 -4-  

010207/200m ic
Nucleo  / In lay NOCUMPLE220 ± 5% 204.2

ROW LAND

Va lo r  requerido Va lo r  m edidoM ateria l

so lic itado
CUMPLIM IENTOM ate ria l en tregado

[pm ] [pm ]

MUEST -S1  PC1-079 - 

2600-SC  /50m ic
NOCUMPLEOverlay laser 50  ± 5% 54.1

Capa im presion  

offset

MUEST -S2  PCH -164 - 

2600-SC  /IQOm ic
NOCUMPLE100 ± 5% 106.7

Protector / 

Spacer

MUEST -S3  PCH -164 - 

2600-SC  /IQOm ic
100 ± 5% 104.7

MUEST -S4  PCH -164 - 

2600-SC  /150m ic
Overlay  Tactil 150 ± 5% 156.2

MUEST -S5  PCH -164 - 

2500-SC  /220m ic
Nucleo  / In lay NOCUMPLE220 ± 5% 261.3
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7.2. Tamano.

SAB IC

Va lo r m ed ido

Largo Ancho CUMPL IM IENTO  

[cm ] [cm ] [cm ] ________

Va lo r  requerido  

Largo Ancho
M ate ria l

so lic itado
M ate ria l en tregado

[cm ]

MUEST -S1

SD8B94L /50m ic
Overlay  laser 60 50 60 50

Capa impresion  

offset

MUEST -S2

SD8B24 /100m ic
60 5060 50

Protector/

Spacer

MUEST -S3

SD8B24 /100m ic
5060 50 60

MUEST -S4

SD8B14 /150m ic
Overlay  Tactil 60 50 60 50

MUEST -S5

SD8B24 /220m ic
Nucleo  / In lay 60 50 60 50

COVESTRO

Va lo r  requerido  

Largo Ancho

Va lo r  m ed ido

Largo Ancho CUMPL IM IENTO  

[cm ] [cm ] [cm ]

M ate ria l

so lic itado
M ate ria l en tregado

[cm ]

MUEST-C 1  264  6 -2 - 

-750059 /50m ic
Overlay laser 60 50 60 50

Capa impresion  

offset

MUEST-C 2  264  4 -4 - 

-010207 /100m ic
60 50 60 50

Protector/

Spacer

MUEST -C3  264  4 -4 - 

-010207 /100m ic
60 50 60 50

MUEST -C4

/ISOm ic
Overlay  Tactil 60 50 60 50 CUMF P

MUEST -C5  4 -4 - 

010207 /200m ic
Nucleo  / In lay 60 50 60 50

ROW LAND

Va lo r  requerido  

Largo Ancho

Va lo r m ed ido

Largo Ancho CUMPL IM IENTO  

[cm ] [cm ] [cm ]

M ate ria l

so lic itado
M ate ria l en tregado

[cm ]

MUEST-S1  PC1-

079 -2600 -SC

/50m ic

Overlay laser 60 50 60 50

MUEST -S2  PCH -

164 -2600 -SC

/lOOm ic

Capa impresion  

offset
60 50 60 50

MUEST -S3  PCH -

164 -2600-SC

/lOOm ic

Protector / 

Spacer
60 50 60 50

Overlay  TactilMUEST -S4  PCH - 60 50 60 50
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164-2600-SC

/150m ic

MUEST-S5 PCH-

164-2500-SC

/220m ic

Nucleo  / In lay CUMPLE60 50 60 50CBA

7.3. Resistencia a lo traccion y  elongacion  antes de la rotura.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAB IC  HOR IZONTAL

Va lo r m ed ido  

Valo r  requerido Muestra  de  

25mm  

[N /mm ]

M ate ria l

so lic itado
CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

[N /mm ]

MUEST-S1

SD8B94L/50m ic
Overlay  laser 2.69>2.5

Capa im presion  

offset

MUEST-S2

SD8B24/100m ic
5.54>5

Protector/

Spacer

MUEST-S3

SD8B24/100m ic
5.63>5

MUEST-S4

SD8B14/150m ic
Overlay  Tactil 9.27>7.5

MUEST-S5

SD8B24/220m ic
Nucleo  / In lay 13.34> 11

SAB IC  VERTICAL

Va lo r  m ed ido  

Va lo r  requerido Muestra  de  

25mm  

[N /mm ]

M ate ria l

so lic itado
CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

[N /mm ]

MUEST-S1

SD8B94L/50m ic
Overlay  laser 2.67>2.5

Capa im presion  

offset

MUEST-S2

SD8B24/100m ic
5.76>5

Protector / 

Spacer

MUEST-S3

SD8B24/100m ic
5 .74>5

MUEST-S4

SD8B14/150m ic
Overlay  Tactil 9.39>7.5

MUEST-S5

SD8B24/220m ic
Nucleo  / In lay 13.48>11

COVESTRO  HOR IZONTAL

Va lo r m ed ido  

Valo r  requerido Muestra  de  

25mm  

[N /mm ]

M ate ria l

so lic itado
CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

[N /mm ]

MUEST-C1 264  6-2- 

750059/50m ic
Overlay  laser 2.51>  2.5

Capa impresion 5.63>5MUEST-C2  264  4-4-
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010207/100mic offset

P rotector / 

Spacer

MUEST -C 3  264  4 -4 - 

010207/100m ic
>S 5 .80 CUMPLE

MUEST -C 4

/150mic
Overlay  Tactil >7.5 8.37 CUMPLE

MUEST -C 5  4 -4 - 

010207 /200m ic
Nucleo/ In lay >  11 12.62 CUMPLE

COVESTRO  VERTICAL

M ate ria l

so lic itado

Va lo r  m ed ido  

Va lo r  requerido Muestra  de  

25mm  

[N /mm ]

M ate ria l en tregado CUMPL IM IENTO
[N /mm ]

MUEST -C 1  264  6 -2 - 

750059 /50m ic
Overlay  laser >2.5 2.51

MUEST -C 2  264  4 -4 - 

010207/100m ic

Capa im presion  

offset
>5 5.65

Protector / 

Spacer

MUEST-C 3  264  4 -4 - 

010207/100m ic
>5 5 .70

MUEST-C 4

/150mic
Overlay  Tactil >7.5 8.33

MUEST-C 5  4 -4 - 

010207 /200m ic
Nucleo  / In lay > 11 12.59

ROW LAND  HOR IZONTAL

M ate ria l

so lic itado

Va lo r  m ed ido  

Valo r  requerido Muestra  de  

25mm  

[N /mm ]

M ate ria l en tregado CUMPL IM IENTO
[N /mm ]

MUEST -S1  PC1-079 - 

2600 -SC  /50m ic
Overlay laser >2 .5 2.69

MUEST -S2  PCH -164 - 

2600 -SC  /IQOm ic

Capa impresion  

offset
>5 5.71

MUEST -S3  PCH -164 - 

2600 -SC  /lOOm ic

Protector / 

Spacer
>5 5.59

MUEST -S4  PCH -164 - 

2600 -SC  /150m ic
Overlay  Tactil >7.5 8.33

MUEST -S5  PCH -164 - 

2500 -SC  /220m ic
Nucleo  / In lay > 11 15.62 CUMPLE

ROW LAND  VERTICAL

M ate ria l

so lic itado

Va lo r  m ed ido  

Va lo r requerido Muestra  de  

25mm  

[N /mm ]

M ate ria l en tregado CUMPL IM IENTO
[N /mm ]

MUEST -S1  PC1-079 - 

2600 -SC  /50m ic
Overlay laser >2.5 2.78 CUMPLE
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Capa impresion  

offset

MUEST -S2  PCH -164 - 

2600-SC  /lOOm ic
>5 5.81 CUMPLE

Protector / 

Spacer

MUEST -S3  PCH -164 - 

2600 -SC  /lOOm ic
>5 6.08 CUMPLE

MUEST -S4  PCH -164 - 

2600-SC  /150m ic
Overlay  Tactil 8 .66 CUMPLE>7.5

MUEST -S5  PCH -164 - 

2500-SC  /220m ic
Nucleo  / In lay 15.82 CUMPLE> 11

7.4. Color.

SAB IC

Va lo r

requerido

Va lo r

m ed ido

M ate ria l

so lic itado

M ate ria l

en tregado
CUMPL IM IE IM TOParam etro

L 94.5±0.5 94.16

MUEST -S1

SD8B94L /50m ic

aOverlay  laser -0.4±0.5 -0.25

b 3±0.5 3.15

L 95.2695±0.8
Capa

impresion

offse t

MUEST -S2

SD8B24 /100m ic

a -0.59-0.510.8

b -2.010.8 -2 .04 CUIV

L 95.3 CUMPLE9510.8

Protector / 

Spacer

MUEST -S3

SD8B24 /100m ic

a CUMPLE-0.510.8 -0 .57

b -2.00 CUMPLE-2.010.8

L 94.1594.510 .5

MUEST -S4

SD8B14 /150m ic

a -0.22 VIPLiOverlay  Tactil -0.410.5

b 310.5 3.11 P '

L 95.679510.8

MUEST -S5

SD8B24 /220m ic

aNucleo  / In lay -0.40-0.510.8

b -2.08-2.010.8

COVESTRO

Va lo r

requerido

Valo r

m edido

M ate ria l

so lic itado

M ate ria l

en tregado
Param etro CUMPL IM IE IM TO

L 94.510.5 94.11

MUEST-C 1  264  6 - 

2— 750059 /50m ic

aOverlay  laser -0.17-0.410.5

b 3.193+0.5

L 9510.8 94,2
Capa

impresion

offset

MUEST -C 2  264  4 - 

4 -010207 /100m ic

a -0.510.8 -0 ,26

b -2.010.8 -2 ,35
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94.2895±0.8 CUMPLEL

Protector / 

Spacer

MUEST-C3  264  4 - 

4 --010207/100m ic
CUMPLE-0 .5±0.8 -0.23a

b -2.010.8 -2 .20 CUMPLE

L 94.510.5 94,15 CUMPLE

MUEST-C 4

/150m ic

aOverlay  Tactil -0.410.5 -0 ,22 CUMPLE

b 310.5 3,05 U

L 9510.8 94,25 MPL

MUEST-C5  4 -4 - 

010207/200m ic

aNucleo  /  In lay -0.510.8 -0 ,64

b -2.010.8 -2,31

ROW LAND

Va lo r

requerido

M ate ria l

en tregado

M ate ria l

so lic itado

Va lo r

m ed ido
Param etro CUMPL IM IENTO

L 94.510.5 94.05
MUEST -S1  PC1-

079 -2600-SC

/50m ic

aOverlay  laser -0.410.5 -0.18

b 310.5 3.26

L 9510.8 94,93MUEST -S2  PCH -

164 -2600 -SC

/lOOm ic

Capa

impresion

offset

a -0.510.8 0,14

b -2.010.8 CUMPLE-2,11

L 9510.8 94,94

MUEST -S3  PCH -

164 -2600 -SC

/lOOm ic

Protector / 

Spacer -0.510.8 0,15 CUMPLEa

b -2.010.8 -2,14

L 94.510.5 93,29 NO  CUMPLE
MUEST -S4  PCH -

164 -2600 -SC

/150m ic

aOverlay  Tactil -0.410.5 -0,01

b 310.5 3,65 NO  CUMPLE

L 9510.8 94,38
MUEST -S5  PCH -

164 -2500 -SC

/220m ic

aNucleo  /  In lay -0.510.8 0,12 \4PLE

b -2.010.8 -2,10 LJMPL
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7.5. Densidad.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAB IC

Va lo r requerido Va lo r m ed ido  

[g r/cm 3] [g r/cm 3]

M a te ria l

so lic itado
M ate ria l en tregado CUMPL IM IENTO

MUEST -S1

SD8B94L /50m ic
Overlay  laser 1.2 a 1.25 1,23

Capa im presion  

offset

MUEST -S2

SD8B24 /100m ic
1,331.32 a 1.38

Protector/

Spacer

MUEST -S3

SD8B24 /100m ic
1,341.32 a 1.38

MUEST -S4

SD8B14 /150m ic
Overlay  Tactil 1,231.2 a 1.25

MUEST -S5

SD8B24 /220m ic
Nucleo  / In lay 1,361.32 a 1.38

COVESTRO

Va lo r requerido Va lo r  m ed ido  

[g r/cm 3] [g r/cm 3]

M a te ria l

so lic itado
CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

MUEST -C 1  264  6 -2 - 

750059 /50m ic
Overlay  laser 1.2 a 1.25 1,23

Capa impresion  

offset

MUEST -C 2  264  4 -4 - 

010207 /100m ic
1,34 CUMPLE1.32 a 1.38

Protector /  

Spacer

MUEST-C3  264  4 -4 - 

010207 /100m ic
1,371.32 a 1.38 L  UIV

MUEST -C 4

/150m ic
Overlay  Tactil 1,241.2 a 1.25

MUEST-C 5  4 -4 - 

010207 /200m ic
Nucleo  /  In lay 1,351.32 a 1.38

ROW LAND

Va lo r requerido Va lo r  m ed ido  

[g r/cm 3] [g r/cm 3]

M a te ria l

so lic itado
CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

MUEST -S1  PC1-079 - 

2600 -SC  /50m ic
Overlay  laser 1,221.2 a 1.25

Capa impresion  

offset

MUEST -S2  PCH -164 - 

2600 -SC  /lOOm ic
1.32 a 1.38 1,33

Protector /  

Spacer

MUEST -S3  PCH -164 - 

2600 -SC  /lOOm ic
1,331.32 a 1.38

MUEST-S4  PCH -164 - 

2600 -SC  /150m ic
Overlay  Tactil 1,231.2 a 1.25

MUEST -S5  PCH -164 - 

2500 -SC  /220m ic
Nucleo  /  In lay 1.32 a 1.38 1,34
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7.6. CBACaptation de tinta.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAB IC

M ate ria l

so lic itado
OBSERVAC IONM ate ria l en tregado CUMPL IM IE IM TO

La muestra impresa mediante  

una prensa offset presenta  

buena reso lucion en h'neas de  

aproximadamente 15 m icrones, 

no existe corrim iento ni 

desprendim iento de tin ta  

posterior al proceso de secado

Capa impresion  

offset

MUEST -S2

SD8B24L /100m ic

uv .

COVESTRO

M ate ria l

so lic itado
OBSERVAC IONM ate ria l en tregado CUMPL IM IENTO

La muestra impresa mediante  

una prensa offset presenta  

buena reso lucion en h'neas de  

aproximadamente 15 m icrones, 

no existe corrim iento ni 

desprendim iento de tin ta  

posterior al proceso de secado

MUEST-C2  264  4-4- 

010207/100m ic

Capa im presion  

offset

UV.

ROW LAND

M ate ria l

so lic itado
OBSERVAC IONM ate ria l en tregado CUMPL IM IENTO

La muestra im presa mediante  

una prensa offset presenta  

buena reso lucion en h'neas de  

aproximadamente 15 m icrones, 

no existe corrim iento ni 

desprendim iento de tin ta  

posterior al proceso de secado

Capa im presion  

offset

MUEST -R 2  PCH -164 - 

2600 -SC  /lOOm ic

UV .
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7.7. Laminacion.

SAB IC

M ate ria l

so lic itado
OBSERVAC IONM ate ria l en tregado CUMPL IM IENTO

Las muestras lam inadas no  

presentan problemas durante el 

proceso de lam inacion, todas las 

encuentran

Muestras  

entregadas  para  

lam inar SABIC

Todas  las  capas  a  

lam inar
capas

correctamente  fundidas.

se

COVESTRO

M ate ria l

so lic itado
OBSERVAC I6N CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

Las muestras lam inadas no

presentan problemas durante el 

proceso de lam inacion, todas las 

encuentran

Muestras  

entregadas  para  

lam inar 

COVESTRO

Todas  las  capas  a  

lam inar capas

correctamente  fundidas.

se

ROW LAND

M ate ria l

so lic itado
OBSERVAC ION CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

Las muestras lam inadas no  

presentan problemas durante el 

proceso de lam inacion, todas las 

encuen tran

Muestras  

entregadas para  

lam inar 

ROWLAND

Todas  las  capas  a  

lam inar secapas

correctamente  fund idas.

7.8. Ablacion  laser.

SAB IC

M ate ria l

O b ten ido
OBSERVAC ION CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

CAPA  LASEREABLE  

La muestra lam inada  

personalizada mediante  ablacion  

laser con textos e im agenes, 

rea lizando  ajustes de parametros  

de potencia , frecuencia de  

grabado y velocidad de grabado  

presentando  

caractensticas de in tensidad de

es

Tarje ta  lam inada  

con materia l de  

SABIC

Lam inas  de  SAB IC

buenas
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negro  y re lieve.

CAPA  NO  LASEREABLE  

La muestra lam inada es  

personalizada por el lado NO  

lasereable, el resu ltado es el 

esperado ya que esta capa solo  

es para efecto tactil, no debe  

presentar reaccion al laser.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COVESTRO

M ate ria l

O b ten ido
OBSERVAC IONM ate ria l en tregado CUMPL IM IENTO

CAPA  LASEREABLE

La muestra lam inada  

personalizada mediante ablacion  

laser con textos e im agenes, 

rea lizando  ajustes  de  parametros  

de potencia , frecuencia de  

grabado y velocidad de grabado  

buenas

caractensticas de in tensidad de  

negro  y  re lieve.

es

presentando
Tarje ta  lam inada  

con materia l de  

COVESTRO

Lam inas  de  

COVESTRO

CAPA  NO  LASEREABLE  

La muestra lam inada es  

personalizada por el lado NO  

lasereable, el resu ltado es el 

esperado ya que esta capa solo  

es para efecto tactil, no debe  

presentar reaccion al laser.

ROW LAND

M ate ria l

O b ten ido
OBSERVAC IONM ate ria l en tregado CUMPL IM IENTO

CAPA  LASEREABLE  

La muestra lam inada  

personalizada mediante  ablacion  

laser con textos e im agenes, 

rea lizando  ajustes de parametros  

de potencia , frecuencia de  

grabado y velocidad de grabado  

presentando  

caractensticas de in tensidad de  

negro  y re lieve.

es

Tarje ta  lam inada  

con materia l de  

ROWLAND

Lam inas  de  

ROW LAND
NOCUMPLE

buenas

CAPA  NO  LASEREABLE

OUITO- RffnifirnneK  F4-R7R  v  Oral Tf-lmn  Par v M inn  Rnntnr FI Dorado
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La muestra lam inada es  

personalizada por el lado NO  

lasereable, el resu ltado NO  es e l 

esperado ya que esta capa solo  

es para efecto tactil, no debe  

presentar reaccion al laser.CBA

7.9. Torsion y  flexion.

SAB IC

M ate ria l

O b ten ido
OBSERVAC ION CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

La tarje ta no  presenta  desgaste, 

ni ro turas  term inado  los  50.000  

cic los de  flexion  y  tors ion.

Tarje ta  lam inada  

con materia l de  

SABIC

Lam inas  de  SAB IC

COVESTRO

M ate ria l

O b ten ido
OBSERVAC ION CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

La  tarje ta no presenta desgaste, 

ni ro turas  term inado los 50.000  

cic los de  flexion  y  tors ion.

Tarje ta  lam inada  

con materia l de  

COVESTRO

Lam inas  de  

COVESTRO

ROW LAND

M ate ria l

O b ten ido
OBSERVAC ION CUMPL IM IENTOM ate ria l en tregado

La tarje ta p resen ta  desgaste, y  

ro turas  term inado  los 50.000  

cic los de  flexion  y  tors ion.

Tarje ta  lam inada  

con materia l de  

ROWLAND

Lam inas  de  

ROW LAND
NOCUMPLE

CONCLUSIONES

Las muestras de lam inas entregadas por la empresa COVESTRO-TAVANA NO  

CUMPLEN en lo  que respecta a grosor, segun  lo  solic itado en los pliegos para el 

"L lamado de Seleccion de Ofertas In ternacional" del Proceso SOBYS-INT-003- 

2020 para la adquisic ion de policarbonato para la elaboracion de 2'500.000  

tarje tas  electron icas  para  la produccion  de cedulas  de identidad.

Las muestras de lam inas entregadas por la empresa ROWLAND-PROTEC NO  

CUMPLEN en lo que respecta a grosor, color, ablacion laser , pruebas de  

tors ion y flexion segun lo solic itado en los pliegos para el "L lamado de  

Seleccion de Ofertas In ternacional" del Proceso SOBYS-INT-003-2020 para la  

adquisic ion de policarbonato para la elaboracion de 2'500.000 tarje tas  

electron icas para la produccion  de cedulas de  identidad.
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Las muestras de lam inas entregadas por la empresa SABIC -MOLIT IAM  

CUMPLEN con lo solic itado en los pliegos para el "L lamado de Seleccion de  

Ofertas In ternacional" del Proceso SOBYS-INT-003-2020 para la adquisic ion de  

policarbonato para la elaboracion de 2'500.000 tarje tas electron icas para la  

produccion de  cedulas  de  identidad.

IV . ANEXOS

No hay anexos.

Capt. de Elec. Christian Mullo  A

P res iden te  de  la  com is ion  

responsab le  de  va lida r  e l 

cum plim ien to  de  las  muestras .

R ev isado  por: 18/09/2020

Ing. Luis Garces

De legado  de l Je fe  de  la  Unidad  

Requ iren te

E laborado  po r: 18/09/2020
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